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{Y#AS5|  PMI-MASTER PRO ARC-MET 8000

TR | HE G |[EEWH W 8 W | BEEHE &)
C 0.384 0.8 0.163 4.3
Si 0.186 1.1 0.136 3.0
Mn 0.350 1.1 0.183 3.9
S 0.024 3.4 0.013 16
P 0.018 5.6 0.069 21
Cr 0.226 1.8 0.459 1.8
Ni 0.219 1.0 0.269 1.9
Mo 0.081 2.0 0.327 1.6
W 0.2350 3.5 0.52 32
Cu 0.222 0.9 0.338 2.7
Al 0.071 3.1 0.105 13
\4 0.174 1.1 0.309 2.3
0.161 0.9 0.197 3.6
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